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１．研究計画の概要 
放射光軟Ｘ線を用いた磁気円二色性
（XMCD）測定により，元素ごとの磁性，強
磁性・常磁性・反強磁性成分に関与する原子
の価数・結晶場を明らかにする．また，軟 X
線共鳴散乱の測定により，特定の元素・価
数・結晶場・磁性をもつ遷移金属原子の空間
分布，伝導電子の空間分布を逆格子空間で調
べる．XMCD測定は高エネルギー加速器研究
機構 Photon Facotry (KEK-PF) と SPring-8
で行う．軟Ｘ線共鳴散乱の装置開発と測定は
PFで行う．研究対象は次の通りである：  
(1) 化学組成・キャリアー数を制御した磁性
半導体，高温強磁性が報告されている半導体
の XMCDによるキャラクタリゼーション． 
(2) 界面・超構造の磁性の，XMCDを用いた
キャラクタリゼーション． 
(3) ホイスラー合金を中心とした金属系高ス
ピン偏極材料の元素選択的 XMCD．  
(4) 軟Ｘ共鳴散乱を用いた半導体・合金系高
スピン偏極材料中の不均一な元素・価数・磁
化・キャリアー分布の研究，界面・超構造に
おける元素・価数・磁化・キャリアー分布の
研究． 
 
２．研究の進捗状況 
(1) 典型的な磁性半導体 Ga1-xMnxAs，高温磁
性半導体 Ti1-xCoxO2，Zn1-xCrxTe の XMCD
測定により，磁性の化学組成・キャリアー数
依存性を明らかにした． 
(2) 薄膜およびナノ粒子化した ZnO ベース
希薄磁性半導体を XMCD を用いて調べ，ナ
ノ粒子における金属欠陥の効果を見出した． 
(3) ホイスラー合金 Co2MnSi, Co2MnGe と
MgO の磁気トンネル結合界面の元素選択的

XMCDを行ない，重要な結果を得ている．  
(4) 軟Ｘ共鳴散乱の装置立ち上げがほぼ完了
し，半導体・合金系高スピン偏極材料中の不
均一な元素・価数・磁化・キャリアー分布，
界面・超構造における元素・価数・磁化・キ
ャリアー分布の研究を間もなく開始する． 
(5) SPring-8において，連続円偏光スイッチ
ングによる XMCD 計測システムの整備をお
こなった．  
 
３．現在までの達成度 
ほぼ当初の計画通り進展している。 
(理由) 
 既存の XMCD 装置を用いた研究，SPring-8
における XMCD 計測システムの整備が予想
以上に進展したが，軟Ｘ共鳴散乱の装置の立
ち上げに予想以上に時間がかかり，軟Ｘ共鳴
散乱の実験開始が遅れている． 
 
４．今後の研究の推進方策 
(1) Ga1-xMnxAsについては高濃度試料の則手
も行なう．Ti1-xCoxO2 に関しては，ルチル型
の研究がほぼ完了したので，今後はアナター
ゼ型に集中する．II-VI系では，少量の Crド
ープにより強磁性の発現する Cd1-xMnxTe の
研究を開始する．  
(2) ZnOベースの希薄磁性半導体について，
ナノ粒子と薄膜の違いを明らかにする．ナノ
粒子に関しては，ZnSベース希薄磁性半導体
に対象を広げる．  
(3) ホイスラー合金 Co2MnSi, Co2MnGe と
MgOの磁気トンネル結合界面のXMCD測定
を，組成依存，温度依存まで含めて継続する． 
(4) 軟Ｘ共鳴散乱の装置立ち上げを完了させ，
半導体・合金系高スピン偏極材料中の不均一
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な元素・価数・磁化・キャリアー分布，界面・
超構造における元素・価数・磁化・キャリア
ー分布の研究を行なう． 
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